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Material- und Schadensanalyse

Wenn ein Kunststoffteil versagt, kann dies mannigfaltige Gründe haben. Wichtig 
ist für Sie, nicht nur den Fehler zu finden, sondern auch detaillierte Angaben an 
die Hand zu bekommen, um ihn zu beheben und – nicht zuletzt – in Zukunft zu 
vermeiden. Unsere Leistungen umfassen daher nicht nur die klassische Ursachen-
findung im Schadensfall, sondern Sie profitieren von unserer über 30-jährigen 
Erfahrung in der Kunststoff- und Schadensanalytik, um Ihren Prozess wieder sicher, 
effizient und profitabel zu machen. In über 1000 jährlichen Aufträgen widmen wir 
uns:

	Fehleranalysen an Formteilen, Beschichtungen und Baugruppen
	Materialcharakterisierungen, Deformulierung von Werkstoffen, Additivanalytik 
	Visualisierung von Fehlern, Schichtfolgen, Geometrien (auch zerstörungsfrei)

Hierbei greifen wir auf neueste Gerätetechnik zurück, die Ihnen in unserem akkre-
ditierten Labor zur Verfügung steht. Vielfältige Prüfmethoden aus der klassischen 
Werkstoffprüfung und Oberflächen-Prüftechnik runden unser Portfolio ab. Unsere 
Beratung umfasst dabei auch die kompetente Auswahl der optimalen Verfahren für 
Ihr Anliegen zum besten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Eine große Zahl von Partnerla-
boren sorgt dafür, dass wir Ihnen jegliche Technik bieten können, die Ihrer Pro-
blemlösung dient. Dabei bleibt die Auftragsabwicklung stets diskret und in unserer 
Hand.

Fordern Sie uns heraus!

Wir nehmen uns gerne die Zeit für ein 

unverbindliches, persönliches Gespräch.
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